






























































The PZT has been attached to the reference
mirror to compensate for the environmental
disturbances.
The environmental vibration is fed back to




























































Bottom left ‐ Three simulated interference signals 
generated between the reference mirror and the top 
surface, the reference mirror and bottom surface and 
between the two film surfaces
Bottom right ‐ Simulated combined signal on CCD 
camera
Apply FFT analysis to 
find out the frequency 
components of the 
measured signal (top 
right)
Construct filters 
according to the FFT 
analyse result
Re‐construct the two 
film surfaces (middle 
right and bottom right)
Top right ‐Measured 
interference fringe
Middle right ‐
measured 
interferogram signal on 
film coated area  
Bottom right –
Measured 
interferogram of glass 
substrate
Top Right ‐
Reconstructed top 
surface and the glass 
substrate of the 
measured sample  
Bottom right ‐
Reconstructed 
bottom surface of the 
film and the glass 
substrate
A cross section of the measurement shows the 
measured step height at the section is 11.0um
Sq=1.29um
Step height 
=11.0um
Glass surface
Top film surface
Sq=81.7nm
A cross section of the measurement shows the 
measured step height at the section is ‐6.66um
Sq=29.2nm
Step height =
‐6.66um
Glass surface
Bottom film surface
Sq=56.9nm
Right ‐Measured image on the 
edge of the 10 um film on 
microscopic glass substrate
Bottom ‐ Profile of a cross 
section of measurement 
Step height 
=10.23um
Sq=187nm
Sq=1.98nm
A full field scanning wavelength 
interferometry system has the 
potential for imaging most of 
the pellet by arranging an array 
comprising several wavelength 
scanning interferometers to 
image a larger area. Advanced 
3D data‐stitching and fitting 
techniques would then need to 
be applied to provide a more 
complete surface model.
The study shows the scanning wavelength 
interferometry is able to measure both the top and the 
bottom surfaces as well as the thickness of Parylene N 
film.
It is possible to measure multi‐layer films.
Improvements are needed to achieve a reliable 
measurement
¾ A better light source for longer coherence length and 
intensity
¾ A none 50:50 ration beam splitter to improve interference 
signals 
¾ Improvement on characterisation algorithms 

